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Отчёт по лабораторной работе № 12
Цель работы:

  Краткое описание принципа и метода измерений.  
  Основные расчётные формулы:                  Подробное разъяснение обозначений:      
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Средства измерений и их характеристики                  Таблица 1
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           Параметры установки и результаты измерений         Таблица 2

	Параметры установки:
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Результаты расчётов
1. Вычисление периода затухающих колебаний
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2. Вычисление логарифмического декремента затухания
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3. Вычисление коэффициента затухания электромагнитных колебаний
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4. Расчет критического сопротивления колебательного контура
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5. Оценка относительной систематической погрешности прямых однократных измерений расстояния l и амплитуд затухающих колебаний 
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 с помощью масштабной сетки экрана осциллографа или линейки (см. табл. 1):
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6. Оценка систематической погрешности косвенных однократных измерений периода Tэксп 
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7. Оценка систематической погрешности косвенных однократных измерений логарифмического декремента затухания эксп :
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8. Оценка систематической погрешности косвенных однократных измерений коэффициента затухания ( :
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9. Оценка систематической погрешности прямых однократных измерениях критического сопротивления контура:
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10. Окончательный результат(
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11. Вывод.

Примечание. Рисунок или фотография осциллограммы прилагаются к отчёту.
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